Реестр рабочих эталонов

	Рабочий эталон (наименование, обозначение, изготовитель)
	Метрологические характеристики
	Область применения

	Мера ширины и периода специальная МШПС-2.0К

ОАО «НИЦПВ»
	Среднее значение шага

2001±2 нм

Ширина верхнего основания выступа

615±2 нм

Ширина нижнего основания выступа

1396±3 нм

Значение высоты выступов в шаговой структуре меры

551±2 нм

Ширина проекции боковой стенки выступа на его основание

389±1 нм
	Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов

	Микроскоп сканирующий зондовый Solver Pro-M
ЗАО «НТ-МДТ»
	Диапазон измерений по оси X 100,4 мкм

Диапазон измерений по оси Y 100,5 мкм

Диапазон измерений по оси Z 9,83 мкм

Нелинейность сканирования в плоскости XY 0,1%

Погрешность измерений по оси X,Y ±1 %

Погрешность измерений по оси Z ±5 %
	Применяется для поверки и калибровки мер нанометрового диапазона

	Меры периода и высоты линейные TGZ1, TGZ2, TGZ3
ЗАО «НТ-МДТ»
	TGZ1:

Период: 3±0,02 мкм

Высота: 18,2±0,8 нм

TGZ2:

Период: 3±0,02 мкм

Высота: 105,6±1,9 нм

TGZ3:

Период: 3±0,02 мкм

Высота: 574,3±2,1 нм


	Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов

	Мера периода линейно-угловая TGT1
ЗАО «НТ-МДТ»
	TGT1:

Период: 3±0,05 мкм

Угол: 300
Диагональный период: 2,12 мкм

	Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов

	Мера периода и высоты линейная TGQ1
ЗАО «НТ-МДТ»
	TGQ1:

Период: 3±0,02 мкм

Высота: 19,2±0,7 нм


	Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов

	Мера периода линейно-угловая TGG1
ЗАО «НТ-МДТ»
	TGG1:

Период: 3±0,02 мкм

Угол: 700

	Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов

	Мера периода линейная TDG01
ЗАО «НТ-МДТ»
	TDG01:

Период: 275,2±1 нм


	Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов

	Стандартный образец микротвердости (сапфир)

ФГУП «ТИСНУМ»
	Твердость образца: 

2160 HV0,1
	Применяется для поверки и калибровки атомно-силовых микроскопов, растровых электронных микроскопов, просвечивающих электронных микроскопов

	Стандартный образец микротвердости (плавленый кварц)

ФГУП «ТИСНУМ»
	Твердость образца: 

891 HV0,1
	Применяется для поверки и калибровки сканирующих нанотвердомеров


